FiSICA DEL ESTADO SOLIDO

PROPIEDADES DE CRISTALES

ANALISIS DE LA
ESTRUCTURA CRISTALINA
MEDIANTE RAYOS X

P7.1.2.1

Reflexion de Bragg: Determinacion de
constantes de red de monocristales

P7.1.2.2
Método de Laue: Estudio de la
estructura cristalina de monocristales

P7.1.2.3

Método de Debye-Scherrer:
Determinacion de la distancia
reticular interplanar de muestras
de polvo policristalino

P71.2.4
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Método de Laue: Estudio de la estructura cristalina de monocristales (P7.1.2.2)

N° de cat.

554 800
554 861
554 831

55901

55477
55478
554838
554 895
554 87
554 88
667 091
667 092
666 960
311 54
673 5700
673 0520
554 862
554 842

Descripcion

Unidad basica para rayos X

Tubo de rayos X de Mo

Goniémetro

Tubo contador con ventanilla con cable para rayos
o By X

Cristal de LiF para reflexion de Bragg
Cristal de NaCl para reflexion de Bragg
Soporte de pelicula para Rayos X

Pelicula para rayos X

Cristal de LiF para patrones de Laue
Cristal de NaCl para patrones de Laue
Pistilo 88 mm

Mortero porcelana 70 mm @

Cuchara para polvo, 150 x 5 mm

Vernier de precision

Cloruro sédico 250 g

Fluoruro de litio, analiticamente puro, 10 g
Tubo de rayos X de Cu

Soporte para cristales en polvo

Adicionalmente se requiere:
PC con Windows XP/Vista/7/8/10 (x86 o x64)

P7.1.21

P7.1.2.2

P7.1.2.3

LEYBOLD"®

P7.1.2.4

Escaneo Debye-Scherrer:
Determinacion de las distancias
de planos de red de pruebas
policristalinas en polvo

B wig

Los rayos X son una herramienta esencial para determinar la estructura de los
cristales. Los planos de la red cristalina son identificados mediante los indices
de Miller h, k, I, y reflejan los rayos X solo si la condicion de Laue o de Bragg se
cumple. La distribucion de las reflexiones permite calcular el parametro de red
de la estructura cristalina que es investigada.

En el experimento P7.1.2.1 se utiliza la reflexion de Bragg de la radiacion de K,
(A = 71,080 pm) en monocristales de NaCl y de LiF para determinar la constante de
rejilla. Con un filtro de circonio se puede suprimir la componente Kg de los rayos X.

Para el método de Laue en monocristales de NaCl y de LiF del experimento P7.1.2.2
se utiliza la radiacion de frenado del tubo de rayos X como radiacion «blancan. De
las posiciones de las reflexiones «de color» sobre una pelicula de rayos X situada
detras del cristal y de su intensidad se puede determinar la estructura cristalina 'y
la longitud de los ejes del cristal aplicando las condiciones de Laue.

Para el método de Debye-Scherrer en el experimento P7.1.2.3 con radiacion
Mo-K, se irradian muestras de polvo fino con tamafio de grano reducido. Entre
muchos de los cristalitos desordenados, los rayos X encuentran aquellos cuya
orientacion cumple con la condicion de Bragg. Los rayos difractados llenan su-
perficies conicas, cuyos angulos de abertura 9 se obtienen de una placa foto-
grafica. Aqui se determina la distancia interplanar referida a 9 y sus indices de
Laue h, k, I'y con ello la estructura cristalina de los cristalitos.

El experimento P7.1.2.4, registra el patrono Debye-Scherrer mediante un conta-
dor de ventana en lugar de una pelicula de rayos X. Las reflexiones difractadas
de una muestra de polvo fino son registradas en funcion del doble del angulo de
incidencia 29. La separacion de planos adyacentes de la red cristalina es calcu-
lada a partir de la posicion de los picos de intensidad del espectro de difraccion.

Patron de Laue del LiF (P7.1.2.2)
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P7.1.2.5
Diagrama digitalde Laue: Investigacion
de la red cristalina de monocristales p o

P7.1.2.6
Diagrama digital de Debye-Scherrer:
Determinacion de la distancia reticular
interplanar de muestras de polvo
policristalino
[
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Diagrama digitalde Laue: Investigacion de la red cristalina de monocristales (P7.1.2.5)
Los rayos X son una herramienta esencial para determinar la estructura de los
s ﬁ cristales. Los planos de la red cristalina son identificados mediante los indices
N° de cat. | Descripcion i de Miller h, kj I, ¥ ref!e'Jan los rayos X.solo sila c'ondluon de Laue 0 de Bragg se
oo cumple. La distribucién de las reflexiones permite calcular el parametro de red
554 800 Unidad bésica para rayos X 1 1 de la estructura cristalina que es investigada.
554 866 Tubo de rayos X de Au 1 En el experimento P7.1.2.5, la bremsstrahlung del tubo de rayos X se usa como
554 8281 S 612 T Eanes o s 11 radlacnop de rayos X ,,t?lglrlca para la gbsormon de Laue de monocrlst_ales de
ppm— S — g NaCl y LiF. Desde la posicion de los reflejos ,coloreados” en un sensor de imagen
Jep - 3 — v de rayos X detras del cristal y desde su intensidad, la estructura del cristal y la
554 8291 D G2 [RETRIE G2 SERen G2 MEGRTEs e s R longitud de los ejes del cristal pueden determinarse usando las condiciones de
5548383 Colimador de orificio con cristales Laue Tt Laue.El sensor de imagen de rayos X permite la creacion de la grabacion de Laue
554 861 Tubo de rayos X de Mo 1 en solo un minuto y la medicion digital de reflejos en la computadora.
667 091 Pistilo 88 mm 1 Para el método de Debye-Scherrer en el experimento P7.1.2.6 con radiacion
667092 Mortero porcelana 70 mm @ 1 Mo-K, se irradian muestras de polvo fino con tamafio de grano reducido. Entre
666 960 Qi pEr allve, 150 6w 1 ml:JChOS _d’e los cristalitos desorfie;r’lados, los rayos X encugntran aquellos cuya
e Cloruro sédico 250 g . orientacion cumple con la condicién de Bragg. Los rayos difractados llenan su-
- = perficies conicas, cuyos angulos de abertura 9 se obtienen de una placa foto-
6730520 e ck s, ol i msiis pu 109 ! gréfica. Aqui se determina la distancia interplanar referida a 9 y sus indices de
Adicionalmente se requiere: 1 Laue h, k, 'y con ello la estructura cristalina de los cristalitos.
PC con Windows XP/Vista/7/8/10 (x86 o x64) i . K ., .,
El sensible sensor de imagen de rayos X permite la creacion de la grabacion de
Debye-Scherrer en solo un minuto y la medicion digital del diametro del circulo
. y la integral del circulo en la computadora, si la muestra de polvo ha sido cuida-
dosamente preparada y los rayos difractados tienen una intensidad correspon-
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Patron de Laue del NaCly patron de Debye-Scherrer del NaCl (P7.1.2)
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